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В работе представлены результаты моделирования в транспортном коде STRAHL поведения вольфрама в плазме установки Т-10 с W-лимитером. Моделирование выполнено в ОН разрядах, сильно отличающихся по уровню легких примесей, а именно при величинах Zeff ≈ 4 – 5 и Zeff ≈ 1 (с литиезацией камеры Т-10). Для определения профиля концентрации вольфрама была выбрана диагностика AXUV, измеряющая профиль интегральных радиационных потерь в диапазоне 50 – 10 кэВ [1]. С помощью моделирования показано, что в ОН разрядах относительные концентрации ионных состояний вольфрама располагаются в шнуре на радиусах своего коронального равновесия [2]. В то же время, полуширины профилей суммарной концентрации W определяются в модели в основном процессами переноса. В условиях соблюдения коронального равновесия для ионов W становится возможным решить задачу по определению суммарной концентрации ионов вольфрама ∑ni, используя экспериментальные данные о полной интенсивности ∑Ii излучения вольфрама:
 		
где Qi — скоростной коэффициент возбуждения i-го иона W [3], ne — концентрация электронов. Описан метод выделения полного излучения вольфрама на фоне излучения всех элементов плазмы с помощью введения в разряд вольфрамового образца того же состава, что и материал W-лимитера. 
Показано, что моделирование профиля ∑Ii(r) в разряде с Zeff ≈ 1 при значениях коэффициентов ионизации, рекомбинации из базы данных ADAS [4] и переноса [5] не позволяет получить полного совпадения с экспериментальными данными. Представлена зависимость профилей излучения W от имеющихся данных по скоростным коэффициентам возбуждения, ионизации, рекомбинации и от величины аномального транспорта.
Описание экспериментальных профилей концентрации вольфрама в разрядах  с  Zeff ≈ 4 – 5 и Zeff ≈ 1 с помощью численного моделирования позволяет сделать предположение о величине аномального коэффициента диффузии вольфрама в плазме Т-10.
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